
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ–ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

• Η στήλη Α περιλαµβάνει τις γενικές κατηγορίες των προδιαγραφών – 
χαρακτηριστικών. 

• Η στήλη Β περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων των επιµέρους 
προδιαγραφών –χαρακτηριστικών. 

• Η στήλη Γ περιλαµβάνει το συντελεστή βαρύτητας (ποσοστό %) του κάθε 
επιµέρους χαρακτηριστικού στη συνολική τεχνική αξιολόγηση-βαθµολογία του 
είδους (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, Τεχνική Αξιολόγηση). 

• Στη στήλη ∆ σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή 
Ν/Ο/Υ (Ναι/Όχι/Υπέρ) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή 
υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.  

• Στη στήλη Ε καταγράφεται η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο 
του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης 
και εκπαίδευσης κ.τ.λ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. 
Οι παραποµπές να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 
Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.τ.λ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, να 
υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και να σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 
ζητούµενη προδιαγραφή. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες 
Προδιαγραφών-Συµµόρφωσης είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και 
ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η 
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

 



 
ΕΙ∆ΟΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
α/α Α Β Γ ∆ Ε 

      

1 Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1  Πλήρες αναλυτικό ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης (SEM), ψηφιακής 
τεχνολογίας, χαµηλού κενού µε µεγάλο 
θάλαµο δείγµατος και δυνατότητα 
ταυτόχρονης προσθήκης διαφόρων 
συστηµάτων ανάλυσης όπως 
φασµατόµετρο ακτίνων-Χ διασποράς 
ενέργειας (EDS), φασµατόµετρο 
ακτίνων-Χ διασποράς µήκους κύµατος 
(WDS), σύστηµα κρυσταλλογραφικής 
ανάλυσης (EBSD) κ.τ.λ. 

1,0 �  

1.2  Κατάλληλο για απευθείας παρατήρηση 
και ανάλυση πολιτιστικών αντικειµένων 
και άλλων δειγµάτων (αγώγιµων και µη 
αγώγιµων) χωρίς καµία προκατεργασία 
(π.χ. επικάλυψη µε αγώγιµο υλικό)    

1,0 �  

1.3  Συνοδεύεται από συστήµατα 
µικροανάλυσης φασµατόµετρου ακτίνων-
Χ διασποράς ενέργειας (EDS), 
φασµατόµετρου ακτίνων-Χ διασποράς 
µήκους κύµατος (WDS) και  σύστηµα 
κρυσταλλογραφικής ανάλυσης (EBSD) 
ταυτόχρονα τοποθετηµένα στο σύστηµα 
του µικροσκοπίου  

1,0 �  

1.4  Σύστηµα αδιαλείπτου παροχής ισχύος 
(UPS) κατάλληλο για την αδιάλειπτη 
λειτουργία του πλήρους συστήµατος του 
αναλυτικού ηλεκτρονικού µικροσκοπίου  

1,0 �  

1.5  Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC 
χωρίς ανάγκη εξωτερικού συστήµατος 
ψύξης και κυκλοφορίας νερού ή 
πεπιεσµένου αέρα. 

1,0 �  

      

 Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο    



2 Χαρακτηριστικά µικροσκοπίου    

2.1  Οπτική µεγέθυνση από 6x ή µικρότερη 
έως 300.000x ή µεγαλύτερη ρυθµιζόµενη 
συνεχώς µε επαναληψιµότητα καλύτερη 
από 1%. Να δοθεί επιπλέον η µέγιστη 
ψηφιακή και τελική µεγέθυνση του 
µικροσκοπίου η οποία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 600.000x. 

8,0 �  

2.2  Εύρος πιέσεων λειτουργίας σε συνθήκες 
χαµηλού κενού από 10 Pa έως 270 Pa ή 
υψηλότερη. 

10,0 �  

2.3  Τελική πίεση λειτουργίας σε συνθήκες 
υψηλού κενού µικρότερη από 10-4 Pa 

0,5 �  

2.4  ∆ιακριτική ικανότητα (resolution) για 
υψηλό κενό: 

(µε πηγή W) 

• 3.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 30 kV 

• 10.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 3 kV 

• 20.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 1 kV 

(µε πηγή LaB6) 

• 2.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 30 kV 

• 15.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 1 kV 

2,5 �  

2.5  ∆ιακριτική ικανότητα (resolution) για 
χαµηλό κενό: 

• 4.5 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 30 kV 

• 15.0 nm ή καλύτερη, για τάση 
επιτάχυνσης 3 kV 

2,5 �  

2.6  Παρέχεται (standard) η δυνατότητα 
χρήσης προκαθορισµένων µεγεθύνσεων 

0,25 �  

2.7  Παρέχεται (standard) η δυνατότητα 
σάρωσης σηµείων, γραµµών και 
πλαισίων µε διάφορες ταχύτητες 

0,25 �  

      



3 Οπτικά    

3.1  Σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικά µε 
τουλάχιστον δύο (2) φακούς    

0,5 �  

3.2  ∆ιαφράγµατα φακών τουλάχιστον τριών 
σταδίων τα οποία αντικαθίστανται και 
τοποθετούνται εύκολα και µε ακρίβεια 
στην τοποθέτηση 

0,5 �  

3.3  Αντικειµενικός φακός (τυπικά κωνικού 
τύπου) κατάλληλος για λειτουργία σε 
µικρή απόσταση εργασίας (τυπικά <10 
mm) µε δυνατότητα κλίσης µεγάλων 
δειγµάτων κατά 50ο ή µεγαλύτερη στην 
αναλυτική απόσταση εργασίας 

0,5 �  

3.4  Εστιακή απόσταση (focus range) 5 mm 
(ή µικρότερη) έως 45 mm (ή 
µεγαλύτερη) 

1,0 �  

3.5  Οπτικό πεδίο (field of view) τουλάχιστον 
15 mm (διάµετρος/διαγώνιος) στην 
µεγαλύτερη απόσταση εργασίας και στις 
δύο µορφές λειτουργίας (υψηλό και 
χαµηλό κενό)   

1,0 �  

3.6  Παρέχεται (standard) η δυνατότητα 
αυτόµατης* εστίασης και για κεκλιµένα 
δείγµατα στη µεγαλύτερη δυνατή γωνία 
κλίσεως 

_______________ 
* να παρέχεται και δυναµική εστίαση για 

‘compucentric’ τράπεζα δείγµατος 

1,0 �  

3.7  Παρέχεται (standard) η δυνατότητα 
αυτόµατης διόρθωσης της φωτεινότητας, 
της αντίθεσης (contrast) και του 
αστιγµατισµού   

1,0 �  

      

4 ∆έσµη ηλεκτρονίων    

4.1  Πηγή νήµατος βολφραµίου* (W) ή κατά 
προτίµηση εξαβοριούχου λανθανίου 
(LaB6) ή καλύτερη. Η πηγή θα πρέπει να 
είναι κατά προτίµηση προκεντραρισµένη 
από τον κατασκευαστή ή σε περίπτωση 
που δεν διατίθεται προκεντραρισµένη 

8,0 �  



πηγή από τον κατασκευαστή, το σύστηµα 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα που θα 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της άµεσης 
διάθεσης στο χρήστη µίας προκεντρα-
ρισµένης πηγής ανά πάσα στιγµή. 

_______________ 
* Εφόσον προσφέρεται πηγή νήµατος 

βολφραµίου το σύστηµα θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από τουλάχιστον τέσσερεις  

(4) ΕΠΙΠΛΕΟΝ προκεντραρισµένες πηγές 

νήµατος βολφραµίου 

4.2  ∆υναµικό επιτάχυνσης ρυθµιζόµενο 
συνεχώς από 300 V ή χαµηλότερο έως 
30 kV ή υψηλότερο 

1,0 �  

4.3  Σταθερό ρεύµα δέσµης (beam current) 
ρυθµιζόµενο συνεχώς από 1 pA έως 1 µA 
τουλάχιστον (τυπική σταθερότητα <1% 
ανά ώρα) 

1,0 �  

4.4  Ηλεκτρονικό πυροβόλο (electron gun) 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο(fully 
automated) και µε επιπλέον δυνατότητα 
πλήρους ελέγχου από τον χρήστη 
(manual override) 

0, 5 �  

4.5  Ευθυγράµµιση του ηλεκτρονικού 
πυροβόλου (electron gun) µε κατάλληλο 
ηλεκτροµαγνητικό ή αντίστοιχο 
ισοδύναµο ή καλύτερο σύστηµα  

0,25 �  

4.6  Παρέχεται (standard) η δυνατότητα 
κλίσης της δέσµης 

0,75 �  

4.7  Παρέχονται (standard) αυτόµατοι έλεγχοι 
της θέρµανσης της πηγής  και του 
δυναµικού 

0,2 �  

4.8  Συνοδεύεται από σύστηµα ακριβούς 
µέτρησης του ρεύµατος της δέσµης κατά 
προτίµηση χωρίς να απαιτείται η 
µετακίνηση της τράπεζας του δείγµατος 
από το επιλεγµένο σηµείο παρατήρησης  

0,2 �  

4.9  Συνοδεύεται από σύστηµα διακοπής της 
δέσµης για την προστασία ευπαθών 
δείγµατα, χωρίς να απαιτείται η διακοπή 
λειτουργίας της πηγής των ηλεκτρονίων 

0,2 �  



      

5 Ανιχνευτές    

5.1  Συνοδεύεται απαραίτητα από δύο 
τουλάχιστον ανιχνευτές*, έναν 
δευτερογενούς ακτινοβολίας (SED) και 
ένα οπισθοσκεδαζόµενης ακτινοβολίας 
(BSD) µε δυνατότητα εικόνας 
τοπογραφίας και σύνθεσης κατάλληλου** 
και για µορφή λειτουργίας σε χαµηλό 
κενό 

_______________ 
* θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η παροχή επιπλέον 

εξειδικευµένων ανιχνευτών 
** κατά προτίµηση βελτιστοποιηµένου για 

µορφή λειτουργίας σε χαµηλό κενό 

3,0 �  

5.2  Ταυτόχρονη τοποθέτηση και λειτουργία 
των απαιτούµενων ανιχνευτών 

2,0 �  

      

6 Θάλαµος δείγµατος    

6.1  Θάλαµος δείγµατος κατάλληλος να 
δεχθεί δείγµατα διαστάσεων τουλάχιστον 
20 cm διαµέτρου και 8 cm  ύψους 

5,0 �  

6.2  Μεγάλος αριθµός εισόδων (ports) και 
κατάλληλη γεωµετρία για την 
ταυτόχρονη τοποθέτηση των πρόσθετων 
ανιχνευτών EDS, WDS, EBSD και άλλων 
εξαρτηµάτων 

1,0 �  

6.3  Πλήρως εύκεντρη* γωνιοµετρική τράπεζα 
δείγµατος. Ο τρόπος επίτευξης της 
ευκεντρότητας να περιγράφεται 
αναλυτικά και να αποδεικνύεται η 
αξιοπιστία του.  

_______________ 
* ως πλήρως εύκεντρη νοείται εύκεντρη ως 

προς την κλίση, περιστροφή, όλες τις 

αποστάσεις εργασίας και σε κίνηση κατά τον 

άξονα Ζ (βλέπε και 6.3, 6.4) 

2,25 �  

6.4  Αυτοµατισµοί (motorized) µετακίνησης 
της τράπεζας του δείγµατος σε πέντε (5) 
άξονες: Χ, Υ, Ζ, κλίση και περιστροφή, 

2,0 �  



ελεγχόµενοι από υπολογιστή µε µεγάλη 
ακρίβεια και επαναληψιµότητα. 

6.4.1  Μετακινήσεις της τράπεζας του δείγµατος 
µε τα ακόλουθα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά: 

• µετακίνηση στον Χ άξονα 10 cm ή 
περισσότερο 

• µετακίνηση στον Υ άξονα 10 cm ή 
περισσότερο 

• µετακίνηση στον Ζ άξονα 5 cm ή 
περισσότερο 

• κλίση 75ο ή περισσότερο 

• περιστροφή 360ο 

1,75 �  

6.4.2  ∆υνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης 
της θέσης του δείγµατος 

0,5 �  

6.4.3  Μετακίνηση τράπεζας δείγµατος 
(navigation) βάσει προ-καταγεγραµµένης 
εικόνας (pre-recorded image)  

0,5 �  

6.4.4  ∆υνατότητα προσαρµογής ειδικών 
εξαρτηµάτων (π.χ. cryo stage) 

1,0 �  

6.5  ∆υνατότητα εύκολης και ταχείας 
εισαγωγής / αλλαγής του δείγµατος κατά 
προτίµηση χωρίς τη διακοπή του κενού 
του µικροσκοπίου. Να δοθεί ενδεικτικός 
χρόνος αλλαγής δείγµατος σε περίπτωση 
ολικής διαδικασίας κενού. 

0,5 �  

6.6  Κατάλληλο σύστηµα προειδοποίησης σε 
περίπτωση επαφής του δείγµατος µε τα 
τοιχώµατα του θαλάµου ή τους 
ανιχνευτές 

0,5 �  

6.7  Σύστηµα επισκόπησης του χώρου µε 
κάµερα υπερύθρων ή ανάλογο σύστηµα 

1,0 �  

      

7 Σύστηµα κενού    

7.1  Πλήρως αυτοµατοποιηµένο και 
ελεγχόµενο από υπολογιστή µε δύο 
αντλίες τουλάχιστον, µία περιστροφική 
και µία turbomolecular. Επιθυµητό είναι 
να προσφέρεται επιπλέον ανεξάρτητη 
αντλία για τον θάλαµο δείγµατος σε 

1,0 �  



λειτουργία χαµηλού κενού. 

7.2  ∆υνατότητα «άντλησης διαµέσου του 
φακού» (“through the lens pumping”) 
τουλάχιστον στο υψηλό κενό 

0,25 �  

7.3  Εφοδιασµένο µε πλήρεις δυνατότητες 
προστασίας κατά σφάλµατος τάσης, 
κενού, τροφοδοσίας νερού, διαρροής 
ρεύµατος κ.τ.λ.  

0,5 �  

7.4  Οµαλή και αδιάλειπτη αλλαγή µορφής 
λειτουργίας µεταξύ υψηλού και χαµηλού 
κενού (οι ενδείξεις κενού να δίνονται 
κατά προτίµηση σε Pa, torr και mbar) 

0,25 �  

      

8 Σύστηµα απεικόνισης    

8.1  Παρατήρηση εικόνας µε µέγιστη 
διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 
1000x800 pixels και κατά προτίµηση 
2500x1900 pixels ή µεγαλύτερη 

0,35 �  

8.2  Αποθήκευση εικόνας µε διακριτική 
ικανότητα 2500x1900 pixels ή 
µεγαλύτερη  

0,5 �  

8.3  Ταυτόχρονη εµφάνιση του σήµατος 
(εικόνας) από δύο τουλάχιστον 
διαφορετικούς ανιχνευτές (π.χ. 
δευτερογενούς ακτινοβολίας και 
οπισθοσκεδαζόµενης ακτινοβολίας) στην 
οθόνη του υπολογιστή και/ή ταυτόχρονα 
δύο οθόνες υπολογιστή   

0,75 �  

      

9 Υπολογιστικό σύστηµα     

9.1  Πλήρες υπολογιστικό σύστηµα για 
ολοκληρωµένη υποστήριξη της 
λειτουργίας και τη διαχείριση των 
δεδοµένων µε τις παρακάτω ενδεικτικές, 
ελάχιστες απαιτήσεις*: 

• Επεξεργαστής Intel Pentium 4, 
τετραπλού πυρήνα (quad core) 
2.4 GHz ή καλύτερος 

• ∆ύο σκληροί δίσκοι: ένας SATA II 
74GB, 16 MB cache, 10.000 rpm  

0,4 �  



για το λειτουργικό σύστηµα και το 
λογισµικό και ένας SATA II 
500GB, 16 MB cache, 7200 rpm 
για δεδοµένα, ή καλύτεροι 

• Ελεγκτής SATA II 

• Μνήµη: 2 GB RAM τουλάχιστον, 
DDR II PC6400 ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα γραφικών 512MB 
τουλάχιστον, nVidia, ή ATI, PCI-
express ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα δικτύου 1000 Mbps 
(gigabit) 

• ∆ισκέτα (floppy disk) 3.5’’, 
1.44MB 

• Εσωτερικό DVD-RW 

• Εσωτερικό DVD-ROM 

• Τουλάχιστον τέσσερις θύρες USB 
2.0 

• Πληκτρολόγιο 

• Ποντίκι µε τουλάχιστον δύο 
πλήκτρα και ροδέλα τύπου optical 
ή αντίστοιχων ή καλύτερων 
προδιαγραφών  

• Οθόνη έγχρωµη 19” TFT υψηλής 
ανάλυσης ή καλύτερη 

_______________ 
* Σε περίπτωση που το υπολογιστικό 

σύστηµα διατίθεται απευθείας από τον 

κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το προσφερόµενο 

µικροσκόπιο, να προσφερθεί το κορυφαίο 

µοντέλο / υψηλότερων προδιαγραφών 

υπολογιστικό σύστηµα. Στην προσφορά θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται ότι το 

προσφερόµενο σύστηµα είναι το κορυφαίο 

µοντέλο που διατίθεται από τον 

κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το αντίστοιχο προσφερόµενο 

µικροσκόπιο. 



9.2  Έγχρωµος εκτυπωτής Laser µε 
δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης  

0,2 �  

9.3  Συνοδεύεται από τραπέζι τοποθέτησης 
του υπολογιστή µε πρόβλεψη να 
τοποθετηθούν και οι οθόνες και λοιπά 
παρελκόµενα που αφορούν τα 
συστήµατα ανάλυσης (EDS, WDS, EBSD 
κ.τ.λ.) 

1,0 �  

      

10 Συνοδευτικό λογισµικό    

10.1  Λειτουργικό σύστηµα Windows XP Pro µε 
σύστηµα ελέγχου µέσω απεικονίσεων ή 
νεότερο 

0,25 �  

10.2  Ελέγχει και προγραµµατίζει πλήρως το 
µικροσκόπιο, µε αυτόµατες λειτουργίες 
όπως αυτόµατος έλεγχος του 
ηλεκτρονικού πυροβόλου (electron gun), 
αυτόµατη εστίαση, αυτόµατη διόρθωση 
σφάλµατος αστιγµατισµού, λαµπρότητας, 
αντίθεσης κ.τ.λ. 

0,5 �  

10.3  Παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες 
ανάλυσης εικόνας, τουλάχιστον: 

• ∆υνατότητα ψευδοχρωµατισµού 
έως 16 χρωµάτων τουλάχιστον 

• ∆υνατότητα επιλογής 
υποστρώµατος σε µία εικόνα 

• ∆υνατότητα εµφάνισης της 
εικόνας ταυτόχρονα σε δύο 
τουλάχιστον διαφορετικές 
µεγεθύνσεις 

• ∆υνατότητα εµφάνισης µέσου 
όρου από 2 έως 250 εικόνες 
τουλάχιστον 

• ∆υνατότητα εµφάνισης δύο ή 
τεσσάρων εικόνων σε ένα πλαίσιο 

• ∆υνατότητα εισαγωγής κειµένου 
σε µία εικόνα 

• ∆υνατότητα εκτέλεσης µετρήσεων 
σε µία εικόνα 

• Αποθήκευση εικόνας οπωσδήποτε 
σε µορφή TIFF, BMP και JPEG 

1,0 �  



10.4  On-line επικοινωνία µε το τµήµα τεχνικής 
υποστήριξης του κατασκευαστή για τηλε-
διάγνωση σφαλµάτων 

0,5 �  

10.5  Συνοδεύεται από επιπλέον λογισµικό για 
τη σύνδεση µε τα συστήµατα ανάλυσης 
EDS, WDS, EBSD κ.τ.λ. 

0,25 �  

      

 Σύστηµα µικροανάλυσης     

11 Μικροαναλυτής WDS    

11.1  Σύστηµα µικροανάλυσης 
φασµατοσκοπίας διασποράς µήκους 
κύµατος ακτίνων-Χ (WDS) για χρήση σε 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης µε 
σύστηµα ρυθµιζόµενου κενού στον χώρο 
δείγµατος. 

0,5 �  

11.2  Πλήρως εστιασµένο φασµατόµετρο που 
χρησιµοποιεί τον κύκλο του Rowland µε 
όσο τον δυνατόν µεγαλύτερη ακτίνα και 
περιοχή γωνιών 2Θ από 35° έως 135° 
τουλάχιστον 

0,25 �  

11.3  Ενεργειακή διακριτική ικανότητα 2eV ή 
καλύτερη 

0,5 �  

11.4  ∆υνατότητα ανάλυσης όλων των 
στοιχείων έως το Β (Ζ=5) 

0,25 �  

11.5  ∆ιαθέτει τέσσερις (4) θέσεις τουλάχιστον 
κρυστάλλων περίθλασης ακτίνων-Χ µε 
υποδοχέα ελεγχόµενο και 
προγραµµατιζόµενο από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή 

0,5 �  

11.6  ∆υνατότητα υποδοχής επιπλέον 
κρυστάλλων (κατά προτίµηση δύο) σε 
µελλοντική αναβάθµιση χωρίς 
τροποποίηση του συστήµατος 

0,25 �  

11.7  Συνοδεύεται από 4 κρυστάλλους 
περίθλασης ακτινών Χ ως ακολούθως: 

• Κρύσταλλος LiF 200 (Lithium 
Fluoride) τύπου Johansson µε 
περιοχή ανάλυσης 10 έως 3.5 keV 
(κατάλληλος για στοιχεία Ca έως 
Ge), µέγιστη διακριτική ικανότητα 

0,25 �  



τουλάχιστον 25 eV για το Fe και 
40 eV για το Cu, και ευαισθησία 
κάτω από 20 ppm για το Fe και το 
Cu. 

• Κρύσταλλος PET (Pentaerythritol) 
τύπου Johansson µε περιοχή 
ανάλυσης 5 έως 1.5 keV 
(κατάλληλος για στοιχεία Si έως 
Τι), µέγιστη διακριτική ικανότητα 
τουλάχιστον 2 eV για το Si και 20 
eV για το Τι, και ευαισθησία κάτω 
από 10 ppm για το Si και το Ti. 

• Κρύσταλλος TAP (Thallium acid 
phthalate) τύπου Johansson µε 
περιοχή ανάλυσης 1.5 έως 0.5 
keV (κατάλληλος για τα στοιχεία 
Ο έως Si), µέγιστη διακριτική 
ικανότητα τουλάχιστον 3 eV για 
το Si02 και 9 eV για το Αl και 
ευαισθησία κάτω από 250 ppm 
για το Si02 και κάτω από 10 ppm 
για το Αl. 

• Κρύσταλλος LSM 80N (Ni-C) 
τύπου Johansson µε περιοχή 
ανάλυσης 0.56 έως 0.17 keV 
(κατάλληλος για τα στοιχεία Β 
έως Ο), µέγιστη διακριτική 
ικανότητα τουλάχιστον 9 eV για 
το Β, 14eV για τον υαλώδη 
άνθρακα, 16eV για το ΒΝ και 17 
eV για το Si02 και ευαισθησία 
κάτω από 180 ppm για το Β, κάτω 
από 68 ppm για τον υαλώδη 
άνθρακα, κάτω από 1950 ppm για 
το ΒΝ και κάτω από 140 ppm για 
το Si02. 

11.8  Αυτόµατη µετακίνηση των κρυστάλλων 
προγραµµατιζόµενη µέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή του 
συστήµατος µε υψηλής ταχύτητας και 
ακρίβειας βηµατικούς κινητήρες 
κατάλληλους για την επίτευξη της 
επιθυµητής διακριτικής ικανότητας του 
συστήµατος. Η επαναληψιµότητα θέσης 
µήκους κύµατος να είναι καλύτερη από ± 
0.02 pm για κρύσταλλο LiF 200 και η 
γραµµικότητα καλύτερη από ± 0.2 pm. 

0,25 �  



Οι κρύσταλλοι θα πρέπει να βρίσκονται 
προσαρµοσµένοι επάνω στον κύκλο 
Rowland όταν βρίσκονται σε θέση 
µέτρησης και η κίνηση τους δε θα πρέπει 
να ξεφεύγει από αυτόν. Για τον σκοπό 
αυτόν η διάταξη θα πρέπει να είναι µε 
τον κάθε κινητήρα τοποθετηµένο πάνω 
στον κρύσταλλο. Σε περίπτωση 
αντίστοιχης διάταξης πρέπει να διατίθεται 
αναλυτική επεξήγηση που θα συνοδεύει 
απαραίτητα την προσφορά 

11.9  Τοποθέτηση του συστήµατος στην 
κολόνα του µικροσκοπίου οριζόντια ή 
υπό µικρή γωνία ως προς τον κύκλο 
Rowland ώστε να µην χρειάζεται ειδική 
ρύθµιση για την εστίαση του δείγµατος 
ως προς τον κατακόρυφο άξονα και να 
διαθέτει την ίδια γωνία "take off angle" 
που διαθέτουν τα περισσότερα 
συστήµατα EDS καθώς και την ίδια 
απόσταση εργασίας. Η µέτρηση δεν θα 
πρέπει να επηρεάζεται για µεταβολές στο 
ύψος του δείγµατος έως ± 2mm.  

0,25 �  

11.10  Η γεωµετρία του συστήµατος θα πρέπει 
να επιτρέπει: 

   

11.10.1  Ταυτόχρονη λειτουργία και ανάλυση µε 
σύστηµα EDS σε όσο το δυνατόν 
µικρότερη απόσταση εργασίας, για 
µεγιστοποίηση της ευαισθησίας, η οποία 
θα πρέπει να είναι απαραιτήτως η ίδια και 
για την ανάλυση του EDS και για του 
WDS, ούτως ώστε αυτές να γίνονται σε 
σειρά χωρίς παρεµβολή του χειριστή. 

0,5 �  

11.10.2  Το εκάστοτε χρησιµοποιούµενο δείγµα, 
κρύσταλλος και ανιχνευτής να 
βρίσκονται καθ' όλη την διάρκεια της 
κίνησης τους εντός του κύκλου Rowland 

0,05 �  

11.11  ∆ιαθέτει δύο ανιχνευτές µέτρησης φωτο-
ηλεκτρονίων, τυπικά τύπου «αναλογικού 
απαριθµητή» (gas proportional counter) 
τοποθετηµένους σε σειρά επάνω στον 
κύκλο Rowland εκ των οποίων ο ένας 
είναι κλειστού τύπου, κατάλληλος για 
µέτρηση σχεδόν όλων των στοιχείων ο 
δε δεύτερος είναι ανοικτός µε ροή αερίου 

0,25 �  



τύπου Ρ10 µε πολύ λεπτό παράθυρο για 
µέτρηση ελαφρών στοιχείων 

11.12  Σχισµή εισαγωγής των ακτίνων-Χ στους 
ανιχνευτές µε µηχανική ρύθµιση της 
θέσης και του µεγέθους (εύρος από 0.01 
έως 2.5 mm τουλάχιστον σε βήµατα του 
0.01 mm) της σχισµής. 

0,1 �  

11.13  ∆υνατότητα ελέγχων και 
βαθµονοµήσεων του φασµατόµετρου: 

   

11.13.1  Έλεγχος κινητήρων θέσης µήκους 
κύµατος, θέσης σχισµής, θέσης 
κρυστάλλου και βαλβίδας «Gate Valve». 

0,05 �  

11.13.2  Απολύτως αυτόµατη βαθµονόµηση 
ανιχνευτών. 

0,05 �  

11.13.3  Ανάλυση ύψους παλµών µε χρήση 
πλήρως προγραµµατιζόµενου αναλυτή 
πολλών καναλίων 

0,05 �  

11.13.4  Προγραµµατιζόµενη αύξηση ενίσχυσης 
από 1x έως 100x τουλάχιστον. 

0,1 �  

11.13.5  Έλεγχος συχνότητας, µέτρησης φωτο-
ηλεκτρονίων και µέτρηση χρόνου. 

0,05 �  

11.13.6  Σύστηµα µέτρησης απορροφούµενου 
ρεύµατος στο δείγµα µε ικανότητα 
µέτρησης τουλάχιστον από 0.01 έως 

1000 nΑ. 

0,05 �  

      

12 Μικροαναλυτής EDS    

12.1  Σύστηµα µικροανάλυσης 
φασµατοσκοπίας διασποράς ενέργειας 
ακτίνων-Χ (EDS) για χρήση σε 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης µε 
σύστηµα ρυθµιζόµενου κενού στον χώρο 
δείγµατος. 

0,5 �  

12.2  ∆ιαθέτει ανιχνευτή Si µε ενεργό 
επιφάνεια 10 mm2, νέας τεχνολογίας 
ώστε να µπορεί να παραµείνει σε 
θερµοκρασία δωµατίου, εφόσον δεν 
λειτουργεί, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα 
µείωσης της ευαισθησίας του ή του 
χρόνου ζωής του ή ισοδύναµο ανιχνευτή 
ή καλύτερο ανίχνευτη 

1,0 �  



12.3  Ταυτόχρονη λειτουργία και ανάλυση 
µέσω της ίδιας πλατφόρµας λογισµικού 
µε σύστηµα διασποράς µήκους κύµατος 
ακτινών Χ (WDS) για ταυτόχρονη 
ανάλυση. 

0,5 �  

12.4  Τοποθέτηση του συστήµατος στο 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης υπό 
γωνία, µε “take off angle” 35° (τυπικά) 
και απόσταση εργασίας ίδια µε την 
απόσταση εργασίας που απαιτείται και 
από το σύστηµα µικροανάλυσης WDS. 

0,5 �  

12.5  Πολύ λεπτό παράθυρο (Ultra thin 
Window) κατάλληλο και ποιοτική και 
ποσοτική ανάλυση ελαφρών στοιχείων 
έως B τουλάχιστον και δυνατότητα 
στοιχειακής ανάλυσης όλων των 
στοιχείων από B έως U. 

0,25 �  

12.6  Εγγυηµένη διακριτική ικανότητα* για τη 
γραµµή MnKa κάτω από 133 eV 

_______________ 
* Η διακριτική ικανότητα να δοθεί σε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερο ρυθµό κρούσεων (count 
rate), o οποίος θα εκτιµηθεί, όχι πάντως 
κατώτερο των 1000 cps. 

1,0 �  

12.7  Συνοδεύεται από σύστηµα ψύξης τύπου 
Peltier. 

0,1 �  

12.8  Ψηφιακός επεξεργαστής του σήµατος του 
ανιχνευτή µε τα ακόλουθα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά: 

   

12.8.1  Σταθερότητα κάτω από 1eV για την 
γραµµή MnKa στην περιοχή ρυθµών 
κρούσεων από 1000 έως 100.000 cps 
τουλάχιστον 

0,1 �  

12.8.2  ∆υνατότητα διαχείρισης ρυθµού 
κρούσεων έως τουλάχιστον 100.000 cps. 

0,1 �  

12.8.3  ∆υνατότητα ανίχνευσης χαµηλής 
ενέργειας σε όλους τους χρόνους 
επεξεργασίας. 

0,1 �  

12.8.4  ∆υνατότητα επεξεργασίας εικόνας έως 
τουλάχιστον 2000x2000 pixels. 

0,1 �  

12.8.5  ∆ιαθέτει γεννήτρια σάρωσης Χ, Υ µε 
δυνατότητα ρύθµισης της θέσης της 
δέσµης 

0,1 �  

      

13 Μικροαναλυτής EBSD    

13.1  Σύστηµα κρυσταλλογραφικής ανάλυσης 
EBSD για χρήση σε ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης µε σύστηµα 

0,5 �  



ρυθµιζόµενου κενού στον χώρο 
δείγµατος. 

13.2  Κατάλληλο για την ανάλυση γεωλογικών 
(πηλών, κεραµικών, πετρωµάτων κλπ) 
κατά κύριο λόγο και λοιπών δειγµάτων. 

0,2 �  

13.3  Ικανότητα προσδιορισµού φάσεων και 
διάκρισης υλικών ακόµη και µε παρόµοια 
(µεγάλης οµοιότητας) κρυσταλλικά 
πλέγµατα. 

0,2 �  

13.4  ∆ιαθέτει camera CCD υψηλής ανάλυσης, 
12 bit µε 1300x1000 pixels ή 
µεγαλύτερη 

0,5 �  

13.5  Συνοδεύεται από οθόνη (phosphor 
screen) κατάλληλη για αντιστοίχηση 1:1 
µε την CCD camera και βελτιστοποιηµένη 
για παραλαβή εικόνων χαµηλής τάσης 
επιτάχυνσης (τυπικά έως 5kV).  

0,5 �  

13.6  Όλοι οι έλεγχοι της camera και η 
συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων 
γίνονται  µέσω υπολογιστή 
εφοδιασµένου µε κατάλληλο λογισµικό 

0,1 �  

13.7  Παρέχεται η δυνατότητα κλίσης και 
ολίσθησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα 
λειτουργίας σε διάφορες αποστάσεις 
εργασίας και η αύξηση της διακριτικής 
ικανότητας. 

0,1 �  

13.8  Κατάλληλη σχεδίαση ανιχνευτή για µικρή 
απόσταση εργασίας (working distance), 
αποφυγή σκίασης άλλων ανιχνευτών και 
ταυτόχρονη µέτρηση EDS στην 
αντίστοιχη απόσταση εργασίας 

0,5 �  

13.9  Αυτοµατοποιηµένη (motorized) εισαγωγή 
και ρύθµιση θέσης του ανιχνευτή µε 
βήµα 0,1 mm ή µικρότερο 

0,1 �  

13.10  Ταχύτητα µέτρησης 100 Hz ή 
µεγαλύτερη 

0,1 �  

13.11  Υψηλή ευαισθησία, τυπικά 1 nA στα 100 
Hz ή µεγαλύτερη 

0,1 �  

13.12  Γωνιακές µετρήσεις υψηλής ακρίβειας 
έως 0,3ο ή καλύτερης 

0,1 �  

13.13  Σύστηµα τουλάχιστον δύο (2) 0,5 �  



ανιχνευτών εµπροσθοσκέδασης 
(forescatter detector system) 

13.14  Σύστηµα προειδοποίησης για την 
αποφυγή πρόσκρουσης κατά την 
εισαγωγή και ρύθµιση θέσης του 
ανιχνευτή  

0,1 �  

13.15  Συνοδεύεται από προκεκλιµµένο 
υποδοχέα δοκιµίου 

0,1 �  

      

14 Υπολογιστικό σύστηµα    

14.1  Πλήρες υπολογιστικό σύστηµα για τον 
έλεγχο και προγραµµατισµό της 
λειτουργίας και των τριών 
µικροαναλυτών (EDS, WDS και EBSD) 
καθώς και τη διαχείριση των δεδοµένων 
τους µε τις παρακάτω ενδεικτικές, 
ελάχιστες απαιτήσεις*: 

• Επεξεργαστής Intel Pentium 4, 
τετραπλού πυρήνα (quad core) 
2.4 GHz ή καλύτερος 

• ∆ύο σκληροί δίσκοι: ένας SATA II 
74GB, 16 MB cache, 10.000 rpm  
για το λειτουργικό σύστηµα και το 
λογισµικό και ένας SATA II 
500GB, 16 MB cache, 7200 rpm 
για δεδοµένα, ή καλύτεροι 

• Ελεγκτής SATA II 

• Μνήµη: 2 GB RAM τουλάχιστον, 
DDR II PC6400 ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα γραφικών 512MB 
τουλάχιστον, nVidia, ή ATI, PCI-
express ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα δικτύου 1000 Mbps 
(gigabit) 

• ∆ισκέτα (floppy disk) 3.5’’, 
1.44MB 

• Εσωτερικό DVD-RW 

• Εσωτερικό DVD-ROM 

• Τουλάχιστον τέσσερις θύρες USB 

0,4 �  



2.0 

• Τουλάχιστον µία θύρα firewire 

• Πληκτρολόγιο 

• Ποντίκι µε τουλάχιστον δύο 
πλήκτρα και ροδέλα τύπου optical 
ή αντίστοιχωνς ή καλύτερων 
προδιαγραφών  

• Οθόνη έγχρωµη 19” TFT υψηλής 
ανάλυσης ή καλύτερη 

_______________ 
* Σε περίπτωση που το υπολογιστικό 

σύστηµα διατίθεται απευθείας από τον 

κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το προσφερόµενο σύστηµα 

µικροανάλυσης, να προσφερθεί το κορυφαίο 

µοντέλο / υψηλότερων προδιαγραφών 

υπολογιστικό σύστηµα. Στην προσφορά θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται ότι το 

προσφερόµενο σύστηµα είναι το κορυφαίο 

µοντέλο που διατίθεται από τον 

κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το αντίστοιχο προσφερόµενο 

σύστηµα µικροανάλυσης.  

      

15 Συνοδευτιό λογισµικό WDS    

15.1  Κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο, 
βαθµονόµηση και την συλλογή, 
επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων 
του µικροαναλυτή WDS 

0,5 �  

15.2  Ελάχιστες δυνατότητες ελέγχου:    

15.2.1  Καθορισµός και καταγραφή της 
σταθερότητας του µικροσκοπίου. 

0,05 �  

15.2.2  Μέτρηση κανονικοποιηµένης έντασης 
προς το ρεύµα δέσµης, ελαχιστοποιώντας 
φαινόµενα απόκλισης 

0,05 �  

15.3  Ελάχιστες δυνατότητες βαθµονόµησης:    

15.3.1  Βαθµονόµηση για ποσοτική ανάλυση: 

• Ανάλυση για όλα τα στοιχεία 
χρησιµοποιώντας προεπιλεγµένες 

0,25 �  



συνθήκες. 

• ∆υνατότητα ρύθµισης και 
αποθήκευσης παραµέτρων για 
ειδικές απαιτήσεις - συνθήκες. 

15.3.2  Μέτρηση Προτύπων: 

• ∆υνατότητα καθορισµού χρονικού 
ορίου για την επαναβαθµονόµηση 
κάθε στοιχείου. 

• Υποστήριξη πολλών χρηστών µε 
διαφορετικά δεδοµένα προτύπων, 
περιλαµβάνοντας 
κανονικοποιηµένες εντάσεις 
κορυφών και υποστρώµατος και 
αποτελέσµατα ανίχνευσης 
κορυφών. 

0,25 �  

15.4  Ελάχιστες δυνατότητες συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων: 

   

15.4.1  Τερµατισµός συλλογής δεδοµένων  µε 
χρονικό όριο ή µε συγκεκριµένο αριθµό 
παλµών για κάθε στοιχείο. 

0,1 �  

15.4.2  Επιλογή στοιχείων από τον περιοδικό 
πίνακα στοιχείων και εµφάνιση των 
κορυφών τους στο φάσµα 

0,1 

 

�  

15.4.3  Ένδειξη παρουσίας / απουσίας στοιχείων 
σε όρια καθορισµένα από τον χρήστη 

0,1 �  

15.4.4  Αυτόµατη ανίχνευση κορυφών ακτίνων-Χ 
στο φάσµα µε επιλογή του τρόπου 
ανίχνευσης 

0,5 �  

15.4.5  Αυτόµατος εντοπισµός στοιχείου, σε 
καθορισµένο φάσµα ή σε ολόκληρο τον 
κρύσταλλο 

0,5 �  

15.4.6  ∆είκτες KLM για όλα τα στοιχεία, 
περιλαµβάνοντας θέσεις γραµµών 
υψηλότερης βαθµίδας και δορυφορικές 
κορυφές.   

0,05 �  

15.4.7  Καθορισµός και επισήµανση κορυφών 
στο φάσµα µε χρήση δεικτών KLM 

0,05 �  

15.4.8  ∆υνατότητα οριζόντιας και κάθετης 
µεγέθυνσης του φάσµατος 

0,05 �  

15.4.9  Μέτρηση έντασης (εµβαδόν) κορυφών  
και υποστρώµατος και παρουσίαση του 

0,25 �  



αποτελέσµατος αριθµητικά και γραφικά. 

15.5  Ελάχιστες δυνατότητες ποσοτικής 
ανάλυσης δεδοµένων: 

   

15.5.1  Εµφάνιση και αποθήκευση µετρήσεων 
παλµών κορυφής και υποστρώµατος για 
άγνωστα δείγµατα και πρότυπα ως 
cps/nA, έτσι ώστε η ανάλυση να µπορεί 
να γίνει µε διαφορετικά ρεύµατα δέσµης 
από τα πρότυπα. 

0,1 �  

15.5.2  Ακριβείς διορθώσεις πίνακα για κανονικά 
και επικλινή δείγµατα µε χρήση 
δηµοσιευµένων ΧΡΡ αλγόριθµων. 

0,25 �  

15.5.3  Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
ποσοτικοποίησης σε µορφή πίνακα και 
γραφική µορφή (bar chart, pie chart 
κ.τ.λ.). 

0,05 �  

15.6  ∆υνατότητα δηµιουργίας και οργάνωσης 
αναφορών κατά προτίµηση σε µορφή 
HTML και εγγράφων MS-WORD   

0,05 �  

15.7  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
σχεδιασµένο βάσει της γενικής δοµής 
δένδρου δεδοµένων για εύκολη 
ιχνηλασιµότητα, αποθήκευση και 
αναζήτηση δεδοµένων   

0,05 �  

15.8  Συνοδεύεται από πλήρες σετ προτύπων 
δοκιµίων για πλήρη ποσοτική ανάλυση 

0,5 �  

15.9  Συνοδεύεται από επιπλέον λογισµικό για 
την σύνδεση µε σύστηµα µικροανάλυσης 
EDS και την ταυτόχρονη λειτουργία των 
δύο αναλυτών µέσα από το ίδιο 
λογισµικό και εµφάνιση των 
αποτελεσµάτων µέσα από το ίδιο 
«παράθυρο». 

0,5 �  

      

16 Συνοδευτικό λογισµικό EDS    

16.1  Κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο, και 
την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
των δεδοµένων του µικροαναλυτή EDS  

0,5 �  

16.2  Παρέχει δυνατότητες χαρτογράφησης και 
χαρακτηρισµού σηµείων. 

0,25 �  



16.3  Ελάχιστες δυνατότητες συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων: 

   

16.3.1  Αυτόµατο σύστηµα χαρακτηρισµού  
κορυφών και επισήµανση κάθε κορυφής 
του φάσµατος µε την ονοµασία του 
αντίστοιχου στοιχείου. 

0,5 �  

16.3.2  ∆υνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων 
που αναγνωρίστηκαν στο φάσµα και 
παροχή εργαλείων στον χρήστη για την 
διακρίβωση τους.  

0,1 �  

16.3.3  Χρήση δεικτών για τον έλεγχο της θέσης 
και του ύψους των κορυφών του 
φάσµατος.  

0,1 �  

16.3.4  ∆υνατότητα ελέγχου του χαρακτηρισµού 
περίπλοκων επικαλύψεων κορυφών µε 
την µέθοδο σύγκρισης του σχήµατος των 
κορυφών. 

0,25 �  

16.4  Ελάχιστες δυνατότητες ποσοτικής 
ανάλυσης δεδοµένων: 

   

16.4.1  ∆υνατότητα αυτόµατης ποσοτικής 
ανάλυσης 

0,2 �  

16.4.2  ∆υνατότητα ποσοτικής ανάλυσης σε 
σάρωση γραµµής 

0,1 �  

16.4.3  ∆υνατότητα ποσοτικής ανάλυσης µε 
χρήση ειδικών αλγορίθµων 

0,25 �  

16.4.4  ∆υνατότητα ανασυγκρότησης φάσµατος 
από σαρώσεις γραµµών µιας περιοχής 

0,1 �  

16.4.5  ∆υνατότητα δηµιουργίας χάρτη 
στοιχειακής σύνθεσης µιας περιοχής 
δοκιµίου µε αποτέλεσµα την καθαρή 
αποτύπωση των χηµικών φάσεων στην 
δηµιουργούµενη εικόνα σε συνάρτηση µε 
την τοπογραφία της 

0,2 �  

16.4.6  ∆υνατότητα επίδειξης της διασποράς των 
χηµικών φάσεων σε µία εικόνα 

0,2 �  

16.4.7  ∆υνατότητα αυτόµατης διόρθωσης της 
εκτροπής δέσµης κατά την απόκτηση 
δεδοµένων 

0,1 �  

16.4.8  Συνοδεύεται από δεδοµένα προτύπων 
δειγµάτων για τουλάχιστον 35 στοιχεία 

0,1 �  



του περιοδικού πίνακα τα οποία και να 
αναφέρονται 

16.5  Ελάχιστες δυνατότητες χαρτογράφησης:    

16.5.1  Συλλογή πλήρους εικόνα που 
περιλαµβάνει για κάθε σηµείο της (pixel) 
το φάσµα ακτίνων-Χ µε διορθωµένο των 
νεκρό χρόνο (dead time). 

0,1 �  

16.5.2  Ο στιγµιαίος χρόνος απόκτησης των 
δεδοµένων δύναται να ρυθµίζεται είτε ως 
«πραγµατικός χρόνος» ("real time") 
συλλογής δεδοµένων είτε ως χρόνος 
απόκτησης πλήρους εικόνας. 

0,1 �  

16.5.3  Απεικόνιση και επεξεργασία 
αποτελεσµάτων οποιαδήποτε στιγµή είτε 
κατά την διάρκεια της απόκτησης τους 
είτε αργότερα. 

0,05 �  

16.5.4  ∆υνατότητα απεικόνισης χαρτογράφησης 
διαφορετικών στοιχείων. 

0,05 �  

16.5.5  ∆υνατότητα τροποποίησης γραµµών και 
πάχους γραµµών σάρωσης. 

0,1 �  

16.5.6  ∆υνατότητα συλλογής χαρτών 
υποστρώµατος και σαρώσεων γραµµών. 

0,1 �  

16.5.7  ∆υνατότητα αφαίρεσης χαρτών και 
σαρώσεων γραµµών. 

0,25 �  

16.6  Ελάχιστες δυνατότητες χαρακτηρισµού 
σηµείου: 

   

16.6.1  ∆υνατότητα εύρεσης του ακριβούς 
σηµείου του δείγµατος από όπου έχουν 
εξαχθεί τα αποτελέσµατα που έχουν 
προσδιοριστεί επιλέγοντας ένα τυχαίο 
σηµείο στην εικόνα που έχει παρέλθει 
από την ανασυγκρότηση των φασµάτων.  

0,1 �  

16.6.2  ∆υνατότητα επιλογής ανάλυσης σηµείου, 
τετραγώνου, χαρακτηριστικού ή περιοχής 
ελεύθερης σχεδίασης. 

0,1 �  

16.6.3  ∆υνατότητα επιλογής ενός αριθµού 
περιοχών κατόπιν αυτόµατης ανάλυσης 
τους. 

0,05 �  

16.6.4  ∆υνατότητα συνδυασµού όλων των 
φασµάτων µιας περιοχής σε ένα φάσµα 

0,1 �  



κατά την ανασυγκρότηση των 
φασµάτων. 

16.7  ∆υνατότητα εξαγωγής φασµάτων, 
εικόνων, χαρτών κ.τ.λ. στο δίκτυο για 
περαιτέρω επεξεργασία. 

0,05 �  

16.8  ∆υνατότητα δηµιουργίας και οργάνωσης 
αναφορών κατά προτίµηση σε µορφή 
HTML και εγγράφων MS-WORD   

0,05 �  

16.9  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
σχεδιασµένο βάσει της γενικής δοµής 
δένδρου δεδοµένων για εύκολη 
ιχνηλασιµότητα, αποθήκευση και 
αναζήτηση δεδοµένων   

0,05 �  

16.10  Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
λειτουργίας και µέσα από το ίδιο 
περιβάλλον του συστήµατος EDS και 
συστήµατος WDS µε δυνατότητες 
αλληλεπικάλυψης φασµάτων και εικόνων 

0,5 �  

      

17 Συνοδευτικό λογισµικό EBSD    

17.1  Κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο, και 
την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
των δεδοµένων του µικροαναλυτή EBSD 
µε υποστήριξη ανιχνευτών υψηλής 
ανάλυσης και ανιχνευτών 
εµπροσθοσκέδασης  

0,5 �  

17.2  Ρυθµίσεις παραµέτρων για τη διεξαγωγή 
των µετρήσεων, τη συλλογή και την 
επεξεργασία των δεδοµένων 

0,1 �  

17.3  Παρέχει δυνατότητες χαρτογράφησης 
EBSD, φάσεων και προσανατολισµού. 

0,1 �  

17.4  ∆υνατότητα ανάλυσης και διάκρισης 
πολυφασικών (multi phase) υλικών 
ακόµη και όταν οι φάσεις είναι παρόµοιες 
χηµικά ή κρυσταλλογραφικά 

0,1 �  

17.5  ∆υνατότητες επεξεργασίας µετρήσεων:    

17.5.1  Μείωση θορύβου. 0,1 �  

17.5.2  Βασική και προχωρηµένη ανάλυση δοµής 
δειγµάτων. 

0,1 �  



17.5.3  Αυτόµατη και διαδραστική ανάλυση και 
προσδιορισµός φάσεων. 

0,1 �  

17.5.4  Ανάλυση µεγέθους κόκκων (εµβαδόν, 
διάµετρος κλπ). 

0,1 �  

17.5.5  Πλήρης περιγραφή της δοµής του 
δείγµατος µε το υπολογισµό της 
συνάρτησης κατανοµής 
προσανατολισµού κρυστάλλων. 

0,1 �  

17.5.6  Απεριόριστο µέγεθος ‘χαρτών’ µε 
δυνατότητα επιλογής των 
χαρακτηριστικών που εµφανίζονται σε 
αυτά. 

0,1 �  

17.5.7  ∆ηµιουργία ιστογραµµάτων κατανοµής 
για κάθε χαρακτηριστικό της 
χαρτογράφησης. 

0,1 �  

17.5.8  Εµφάνιση παραµέτρων και στατιστικών 
µέτρησης 

0,1 �  

17.6  Άλλες δυνατότητες:    

17.6.1  Ανάλυση ‘εκ των υστέρων’ (offline) 0,05 �  

17.6.2  Προσδιορισµός της περιοχής ανάλυσης 
από την εικόνα (image) 

0,05 �  

17.6.3  Έρευνα αποτελεσµάτων µε βάση την 
σύνθεση (composition), το όνοµα ή την 
οµάδα 

0,05 �  

17.6.4  Επιλογή οµάδων µε βάση οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό (εµβαδόν, µέγεθος 
κόκκων, παράγοντα Taylor κλπ) 

0,05 �  

17.6.5  Τρισδιάστατη αναπαράσταση 
επιλεγµένων µετρήσεων 

0,05 �  

17.7  ∆υνατότητα δηµιουργίας και οργάνωσης 
αναφορών κατά προτίµηση σε µορφή 
HTML και εγγράφων MS-WORD και / ή 
άλλους τύπους αρχείων 

0,05 �  

17.8  ∆υνατότητα ταυτόχρονης µέτρησης και 
χαρτογράφησης EDS και EBSD και 
ταυτόχρονη προβολή της χηµικής και 
κρυσταλλογραφικής πληροφορίας 

0,3 �  

17.9  Προσδιορισµός φάσεων βάσει χηµικών 
και κρυσταλλογραφικών δεδοµένων που 

0,3 �  



µετρώνται ταυτόχρονα 

17.10  Συνοδεύεται από τη βάση δεδοµένων 
PDF2 ή ICSD ή ισοδύναµη ή καλύτερη 
για τον προσδιορισµό φάσεων άγνωστων 
υλικών 

0,5 �  

17.11  Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
λειτουργίας και µέσα από το ίδιο 
περιβάλλον του συστήµατος EDS, WDS 
και EBSD. 

0,5 �  

      

 
Πρόσθετες Απαιτήσεις 

 

¾ Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως 
συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα 
στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. 
Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. 

¾ Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι 
τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο 
λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και 
των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. 

¾ Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας. 

¾ Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το 
σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του 
συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος – προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους 
ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία 
αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (troubleshooting) του 
συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο-
Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.  

¾ Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό 
µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

¾ Επιπροσθέτως των γενικών όρων εκπαίδευσης που πρέπει να ικανοποιούνται (βλέπε 
ανωτέρω «Β’ Μέρος: Τεχνική Περιγραφή – Εκπαίδευση, της παρούσας 
Προκήρυξης), η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκπαίδευση δύο χρηστών 
στην έδρα του κατασκευαστή (µητρική εταιρία) του προσφερόµενου συστήµατος, 
για µια (1) εβδοµάδα. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
προµηθευτή και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά 



¾ Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται 
συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός 
(παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. 

¾ Ο προσφερόµενος συµπληρωµατικός εξοπλισµός προς επιλογή να περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 

o Πρόσθετες πηγές δέσµης ηλεκτρονίων όπως αυτής της προσφοράς (W, LaB6 
κλπ). 

o Πρόσθετα εξαρτήµατα του συστήµατος που απαιτούν περιοδική 
αντικατάσταση. 

o Πρόσθετους ανιχνευτές οπισκεδαζόµενης ακτινοβολίας (BSD) για 
µικροανάλυση µε δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας µε το EDS στην 
αναλυτική απόσταση εργασίας. 

o Ανιχνευτή καθοδοφωταύγειας (CL). 

o Πλήρες σύστηµα επικάλυψης µε άνθρακα. 

¾ Στην τεχνική προσφορά να φαίνεται ευκρινώς και άνευ αµφιβολίας τι είναι 
συµπαραδιδόµενο στο σύστηµα και συµπεριλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή 
της οικονοµικής προσφοράς. Να φαίνονται επίσης µε σαφήνεια τα προς επιλογή 
εξαρτήµατα, τα οποία προσφέρονται ξεχωριστά. 

¾ Να κατατεθεί ενδεικτική προσφορά µε το κόστος συµβολαίου ετήσιας συντήρησης 
καθώς και ενδεικτικό κόστος απαιτούµενων αναλωσίµων και εξαρτηµάτων που 
απαιτούν περιοδική αντικατάσταση. 

 



 
ΕΙ∆ΟΣ 2. ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (XRD) 

 
α/α Α Β Γ ∆ Ε 

      

1 Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1  Περιθλασίµετρο ακτίνων-Χ για τον 
ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των 
κρυσταλλικών ουσιών που περιέχονται  
σε δείγµατα εδαφών, πηλών, κεραµικών, 
ορυκτών και πετρωµάτων. 

5,0 �  

1.2  Το όλο σύστηµα φέρει κατάλληλη 
θωράκιση, πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλείας* για ακτινοβολία ακτίνων- Χ 
και συνοδεύεται από τα ειδικά 
πιστοποιητικά ασφαλείας των 
οργανισµών τυποποίησης και την έγκριση 
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

_______________ 
* να αναφερθούν λεπτοµερώς όλα τα 

συστήµατα ασφαλείας του οργάνου  

4,0 �  

1.3  Το όλο σύστηµα και οι λειτουργίες του 
(γωνιόµετρο, γεννήτρια ακτίνων-Χ, 
σύστηµα ανίχνευσης, συστήµατα 
ασφαλείας κλπ) είναι ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενες (µε µικροεπεξεργαστή) 

5,0 �  

1.4  Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC 1,0 �  

      

2 Γωνιόµετρο    

2.1  Κατακόρυφο γωνιόµετρο, υψηλής 
ακριβείας, µε χωριστή κίνηση για γωνίες 
θ και 2θ.  

1,0 �  

2.2  ∆ιάµετρος δακτυλίου µέτρησης 
τουλάχιστον 40 cm 

1,0 �  

2.3  ∆ιάµετρος κεντρικού ανοίγµατος για 
µεγάλα δείγµατα, τουλάχιστον 10 cm 

1,0 �  

2.4  Κίνηση γωνιοµέτρου θ/2θ    

2.4.1  Περιοχή ολικής περιστροφής θ, 360ο 0,75 �  



2.4.2  Περιοχή ολικής περιστροφής 2θ, από -
110ο έως 168ο ή µεγαλύτερη 

0,75 �  

2.5  Ελάχιστο βήµα περιστροφής θ/2θ, 0,001ο 
ή καλύτερο 

1,0 �  

2.6  Ακρίβεια µέτρησης θ/2θ, ±0,001ο ή 
καλύτερη 

1,0 �  

2.7  Επαναληψιµότητα µέτρησης θ/2θ, 
±0,001ο ή καλύτερη 

1,0 �  

2.8  Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 
1500ο/λεπτό ή µεγαλύτερη 

0,5 �  

      

3 Γεννήτρια ακτίνων-Χ    

3.1  Λυχνία ακτίνων-Χ κεραµικού τύπου µε 
άνοδο χαλκού 

1,0 �  

3.2  Μέγιστη ισχύς 2,2 kW ή µεγαλύτερη 1,0 �  

3.3  Μέγιστο δυναµικό επιτάχυνσης 50 kV ή 
µεγαλύτερο, ρυθµιζόµενο σε βήµατα του 
1 kV ή µικρότερα. 

1,0 �  

3.4  Μέγιστη ένταση ρεύµατος δέσµης 50 mA 
ή µεγαλύτερη, ρυθµιζόµενη σε βήµατα 
του 1 mA ή µικρότερα 

1,0 �  

3.5  Σταθερότητα δυναµικού επιτάχυνσης και 
ρεύµατος δέσµης καλύτερη από 0.02%, 
όταν η διακύµανση τάσης εισόδου είναι 
10%   

0,5 �  

3.6  Συνεχής αυτόµατη ρύθµιση του 
δυναµικού επιτάχυνσης και της έντασης 
ρεύµατος 

0,5 �  

3.7  Βάση λυχνίας (προσαρµογέας) που 
δέχεται λυχνίες διαφόρων 
κατασκευαστών και επιτρέπει εύκολη 
αντικατάσταση της λυχνίας 

1,0 �  

3.8  Συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης 

0,5 �  

3.9  Φίλτρο ακτινοβολίας για την απαλοιφή 
της ακτινοβολίας Κβ. 

0,5 �  

3.10  Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 
σταθερά διαφράγµατα πρωτεύουσας και 

1,5 �  



δευτερεύουσας δέσµης που 
παρεµβάλλονται µεταξύ της πηγής 
ακτίνων-Χ και του ανιχνευτή. 

3.11  Συνοδεύεται από αερόψυκτο σύστηµα 
ψύξης και κυκλοφορίας νερού, για την 
ψύξη της γεννήτριας και της λυχνίας 
Ακτίνων-Χ που λειτουργεί σε 
θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως 40 οC ή 
µεγαλύτερη 

1,5 �  

      

4 Σύστηµα ανίχνευσης    

4.1  Ανιχνευτής στερεάς κατάστασης ή 
καλύτερος, µε διακριτική ικανότητα και 
γωνιακή µεταβολή αυτής ισοδύναµη ή 
καλύτερη αυτής ανιχνευτή σπινθηρισµού 
ιωδιούχου νατρίου 

6,0 �  

4.2  Συνοδεύεται από σύστηµα ψύξης τύπου 
Peltier. Ο ανιχνευτής µπορεί να 
παραµείνει σε θερµοκρασία δωµατίου, 
εφόσον δεν λειτουργεί, χωρίς να υπάρχει 
πιθανότητα µείωσης της ευαισθησίας του 
ή του χρόνου ζωής του. 

0, 5 �  

4.3  Ενεργός επιφάνεια 14 mm x 16 mm ή 
µεγαλύτερη 

0, 5 �  

4.4  Μέγιστη γωνία ανίχνευσης (2θ) στη 
διάµετρο του δακτυλίου µέτρησης, 4ο ή 
καλύτερη 

0, 5 �  

4.5  Απόκριση στα µήκη κύµατος 
ακτινοβολίας τουλάχιστον από το Cr έως 
το Cu 

0,75 �  

4.6  Απόδοση (efficiency) >98% στην 
ακτινοβολία του Cu 

0,75 �  

4.7  Μέγιστος ρυθµός µέτρησης 108 cps ή 
µεγαλύτερος 

3,0 �  

4.8  Ενεργειακή διακριτική ικανότητα 25% ή 
καλύτερη 

2,0 �  

4.9  Χωρική διακριτική ικανότητα 75µm ή 
καλύτερη 

0,5 �  

4.10  Το σύστηµα µέτρησης περιλαµβάνει 
τουλάχιστον γραµµικό ανιχνευτή, δύο 

1,0 �  



ανεξάρτητους διευκρινιστές, και 
απαριθµητή παλµών ή αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές µε δυνατότητα ισοδύναµων 
ή καλύτερων µετρήσεων 

4.11  Το σύστηµα µέτρησης είναι κατάλληλο 
για ρυθµούς µετρήσεων µεγαλύτερων 
των 107 cps 

3,0 �  

4.12  Το σύστηµα µέτρησης διαθέτει 
δυνατότητες αυτοελέγχου (self test) και 
επιτρέπει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
ρυθµίσεις: 

• Ρύθµιση σταθεράς χρόνου 
(shaping-time constant) 

• Ρύθµιση σταθερού νεκρού χρόνου 
(dead time) 

• Ανίχνευση και απόρριψη/διόρθωση 
επικάλυψης παλµών (pile-up 
detection and 
rejection/correction) 

• ∆ιόρθωση και επαναφορά της 
γραµµής του µηδενός (base-line 
restoring). 

1,5 �  

      

5 ∆ειγµατοφορέας    

5.1  Σταθερής θέσεως, µε µηχανισµό που να 
εξασφαλίζει την επαναληψιµότητα της 
ακριβούς θέσεως του δείγµατος. 

1,0 �  

5.2  ∆ιαθέτει τουλάχιστον πέντε υποδοχείς 
δειγµάτων. 

2,0 �  

5.3  ∆ιαθέτει σχισµή ευθυγράµµισης. 1,0 �  

5.4  ∆ιαθέτει πρότυπο δείγµα κορουνδίου. 3,0 �  

5.5  Συνοδεύεται από τουλάχιστον: 

• ∆έκα (10) κανονικούς φορείς 
δειγµάτων (specimen holders) 

• ∆έκα (10) φορείς δειγµάτων 
(sample holders) µε χαµηλό 
υπόβαθρο (low background) για 
µικρές ποσότητες δειγµάτων. 

• Ένα (1) φορέα παντός τύπου 
δειγµάτων (universal sample cup) 

5,0 �  



      

6 Υπολογιστικό σύστηµα     

6.1  Πλήρες υπολογιστικό σύστηµα για 
ολοκληρωµένη υποστήριξη της 
λειτουργίας και τη διαχείριση των 
δεδοµένων µε τις παρακάτω ενδεικτικές, 
ελάχιστες απαιτήσεις*: 

• Επεξεργαστής Intel Pentium 4, 
τετραπλού πυρήνα (quad core) 
2.4 GHz ή καλύτερος 

• ∆ύο σκληροί δίσκοι: ένας SATA II 
74GB, 16 MB cache, 10.000 rpm  
για το λειτουργικό σύστηµα και το 
λογισµικό και ένας SATA II 
500GB, 16 MB cache, 7200 rpm 
για δεδοµένα, ή καλύτεροι 

• Ελεγκτής SATA II 

• Μνήµη: 2 GB RAM τουλάχιστον, 
DDR II PC6400 ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα γραφικών 512MB 
τουλάχιστον, nVidia, ή ATI, PCI-
express ή αντίστοιχων ή 
καλύτερων προδιαγραφών 

• Κάρτα δικτύου 1000 Mbps 
(gigabit) 

• ∆ισκέτα (floppy disk) 3.5’’, 
1.44MB 

• Εσωτερικό DVD-RW 

• Εσωτερικό DVD-ROM 

• Τουλάχιστον τέσσερις θύρες USB 
2.0 

• Πληκτρολόγιο 

• Ποντίκι µε τουλάχιστον δύο 
πλήκτρα και ροδέλα τύπου optical 
ή αντίστοιχων ή καλύτερων 
προδιαγραφών  

• Οθόνη έγχρωµη 19” TFT υψηλής 
ανάλυσης ή καλύτερη 

_______________ 
* Σε περίπτωση που το υπολογιστικό 

σύστηµα διατίθεται απευθείας από τον 

1,25 �  



κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το προσφερόµενο 

περιθλασίµετρο, να προσφερθεί το κορυφαίο 

µοντέλο / υψηλότερων προδιαγραφών 

υπολογιστικό σύστηµα. Στην προσφορά θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται ότι το 

προσφερόµενο σύστηµα είναι το κορυφαίο 

µοντέλο που διατίθεται από τον 

κατασκευαστή ειδικά διαµορφωµένο / 

βελτιστοποιηµένο (custom fitted / 

optimized) για το αντίστοιχο προσφερόµενο 

περιθλασίµετρο. 

6.2  Έγχρωµος εκτυπωτής Laser µε 
δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης  

0,75 �  

6.3  Σύστηµα αδιαλείπτου παροχής ισχύος 
(UPS) τουλάχιστον 800 VA 

0,5 �  

6.4  Συνοδεύεται από τραπέζι τοποθέτησης 
του υπολογιστή µε πρόβλεψη να 
τοποθετηθούν και οι οθόνες και λοιπά 
παρελκόµενα που αφορούν το συστήµα  

2,5 �  

      

7 Συνοδευτικό λογισµικό    

7.1  Λειτουργικό σύστηµα Windows XP Pro ή 
νεότερο 

1,0 �  

7.2  Κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο, και 
την συλλογή, επεξεργασία και την πλήρη 
ποιοτική και πλήρη ποσοτική ανάλυση 
των δεδοµένων του περιθλασίµετρου µε 
υποστήριξη ανιχνευτών υψηλού ρυθµού 
µέτρησης  

1,0 �  

7.3  Το λογισµικό ελέγχου και συλλογής 
δεδοµένων τουλάχιστον: 

• Επιτρέπει τον πλήρη και 
αποτελεσµατικό έλεγχο του 
συστήµατος από τοπικό (local) ή 
δικτυακό (networked) υπολογιστή, 
µε δυνατότητα υπενθύµισης 
προληπτικής συντήρησης και 
εµφάνισης της κατάστασης του 
οργάνου 

• ∆ιαθέτει εκτεταµένες γραφικές 

10,0 �  



δυνατότητες για ποικίλες 
λειτουργίες όπως καθορισµός 
κλίµακας, προσδιορισµός σηµείων, 
zoom κλπ  

• Επιτρέπει τον καθορισµό όλων των 
ανεξάρτητων παραµέτρων 
µέτρησης 

• Παρέχει τη δυνατότητα για τη 
δηµιουργία πολύπλοκων, 
πολλαπλών και ταυτοχρόνων 
επεξεργασιών  

• Παρέχει τη δυνατότητα 
αυτοµατοποιηµένων µετρήσεων 
ρουτίνας 

• Παρέχει εκτεταµένες πληροφορίες 
για την εκάστοτε µέτρηση, τις 
παραµέτρους της µέτρησης και το 
πειραµατικό set-up 

• Παρέχει τη δυνατότητα 
επισκόπησης του πειραµατικού 
set-up µέσω web-camera και 
σχηµατικής γεωµετρικής 
απεικόνισης  

7.4  Το λογισµικό επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδοµένων είναι κατάλληλο για την 
πλήρη επεξεργασία των αποτελεσµάτων 
και την απεικόνισή τους µε γραφήµατα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
εκτελούντος την µέτρηση και παρέχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Αυτόµατης αναγνώρισης κορυφών 

• Αφαίρεσης και διόρθωσης 
υποβάθρου 

• Οµαλοποίησης δεδοµένων (data 
smoothing) 

• Υπολογισµού 2θ 

• Υπολογισµού παραµέτρων 
κορυφών (θέση, κέντρο βάρους, 
FWHM κλπ) 

• Πρόσθεσης και αφαίρεσης 
φασµάτων 

• Προβολής και επεξεργασίας 
πολλών φασµάτων ταυτόχρονα 

• Τρισδιάστατης προβολής 

10,0   



πολλαπλών φασµάτων (waterfall 
plots κλπ) 

• Ταυτόχρονης έκθεσης 
διαγραµµάτων µέτρησης και 
διαγραµµάτων από τη βιβλιοθήκη 
δεδοµένων 

• Εµφάνισης-προβολής των δεικτών 
hkl  

• Γραφικής ηµι-ποσοτικής ανάλυσης 
φάσεων 

• Συνδυασµένης ανάλυσης XRD-XRF 

• Πλήρους αυτοµατοποιηµένης 
ποσοτικής ανάλυσης φάσεων 
κρυσταλλικών και άµορφων 
υλικών 

• Ανάλυσης µε χρήση όλων των 
χαρακτηριστικών των µετρήσεων, 
όπως εύρος ανάκλασης, 
ασυµµετρία ανάκλασης, 
ανακλάσεις µε πολύ µικρή ένταση, 
για ποιοτική ανάλυση ακριβείας 
πολυφασικών  µειγµάτων καθώς 
και φάσεων χαµηλής 
συγκέντρωσης 

• Γραµµικής και δευτέρου βαθµού 
βαθµονόµησης µε γραφική 
αναπαράσταση της καµπύλης 
βαθµονόµησης 

• Επεξεργασίας των µαθηµατικών 
συναρτήσεων των διαγραµµάτων 

• Πλήρους υποστήριξης των 
απαραίτητων βάσεων δεδοµένων 
(πχ ICDD-PDF2) και 
ενσωµατωµένης βάσης δεδοµένων 
συντελεστών απορρόφησης. 

• ∆ηµιουργίας και συντήρησης 
βάσεων δεδοµένων για ποσοτική 
ανάλυση 

• Απευθείας αναζητήσεων στις 
βάσεις δεδοµένων που 
δηµιουργούνται από τον χρήστη 
και/ή διατίθενται διεθνώς (πχ 
PDF2, PDF4 κλπ) 

• Αναζητήσεων στις βάσεις 
δεδοµένων µε το όνοµα του 



υλικού, τη χηµική του σύσταση 
κλπ. 

• ∆ηµιουργίας αναφορών 

• Ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες 
εφαρµογές Windows 

7.5  On-line επικοινωνία µε το τµήµα τεχνικής 
υποστήριξης του κατασκευαστή για τηλε-
διάγνωση σφαλµάτων (remote service) 

3,0 �  

7.6  Συνοδεύεται από τη βάση δεδοµένων 
ICCD-PDF2 για περιθλασιµετρία κόνεων 
ή άλλη καλύτερη 

5,0 �  

      

 
Πρόσθετες Απαιτήσεις 

 

¾ Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως 
συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα 
στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. 
Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. 

¾ Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι 
τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο 
λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και 
των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. 

¾ Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας. 

¾ Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το 
σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του 
συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος – προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους 
ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία 
αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (troubleshooting) του 
συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο-
Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.  

¾ Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό 
µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

¾ Επιπροσθέτως των γενικών όρων εκπαίδευσης που πρέπει να ικανοποιούνται (βλέπε 
ανωτέρω «Β’ Μέρος: Τεχνική Περιγραφή – Εκπαίδευση, της παρούσας 
Προκήρυξης), η προσφορά είναι επιθυµητό να περιλαµβάνει την πρόσθετη 
εκπαίδευση δύο χρηστών στην έδρα του κατασκευαστή (µητρική εταιρία) του 
προσφερόµενου συστήµατος, για τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες. Η δαπάνη θα 



επιβαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην 
προσφορά 

¾ Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται 
συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός 
(παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. 

¾ Ο προσφερόµενος συµπληρωµατικός εξοπλισµός προς επιλογή να περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 

o Τράπεζα δειγµάτων µε περιστρεφόµενη βάση (Rotating Sample Stage) 

o Εναλλάκτη δειγµάτων τουλάχιστον 7 θέσεων 

o Κατευθυντήρα ανακλώµενης δέσµης 

o Μονοχρωµάτορα (κάτοπτρο) περιθλώµενης δέσµης για ακτινοβολία Cu 

o Επιπλέον ειδικό λογισµικό για ποσοτική ανάλυση φάσεων 

o Επιπλέον βάσεις δεδοµένων για ποσοτική ανάλυση φάσεων 

o Εξαρτήµατα για µετρήσεις σε υψηλές θερµοκρασίες (µέχρι τουλάχιστον  
1.100ο C) 

o Πρόσθετα εξαρτήµατα του συστήµατος που απαιτούν περιοδική 
αντικατάσταση.    

¾ Στην τεχνική προσφορά να φαίνεται ευκρινώς και άνευ αµφιβολίας τι είναι 
συµπαραδιδόµενο στο σύστηµα και συµπεριλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή 
της οικονοµικής προσφοράς. Να φαίνονται επίσης µε σαφήνεια τα προς επιλογή 
εξαρτήµατα, τα οποία προσφέρονται ξεχωριστά. 

¾ Να κατατεθεί ενδεικτική προσφορά µε το κόστος συµβολαίου ετήσιας συντήρησης 
καθώς και ενδεικτικό κόστος απαιτούµενων αναλωσίµων και εξαρτηµάτων που 
απαιτούν περιοδική αντικατάσταση. 



 

ΕΙ∆ΟΣ 3. ΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
α/α Α Β Γ ∆ Ε 

      

1 Γενικά χαρακτηριστικά    

1.1  Κινητό ροµποτικό σύστηµα τύπου service robot 
κατάλληλο για επικοινωνία µε ανθρώπους.  

1,0 �  

1.2  Έχει δυνατότητα αυτόνοµης πλοήγησης µε 
ενσωµατωµένες λειτουργίες αποφυγής 
αντικειµένων / εµποδίων. 

1,0 �  

1.3  Έχει δυνατότητα ανεύρεσης και µετακίνησης 
αντικειµένων τα οποία αναγνωρίζει 

2,0 �  

1.4  Είναι εξοπλισµένο µε κάµερα ή κάµερες που του 
δίνουν τη δυνατότητα να λαµβάνει ψηφιακό 
βίντεο (σύστηµα ηλεκτρονικής όρασης) 

2,0   

1.5  Επικοινωνεί µε άλλα ροµποτικά συστήµατα 1,0 �  

1.6  Συνδέεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω 
ασύρµατου ή/και ενσύρµατου δικτύου  

1,0 �  

1.7  Έχει αυτόνοµη λειτουργία 1,0 �  

1.8 

 

 

 Συνοδεύεται από λογισµικό που επιτρέπει την 
ανάπτυξη εφαρµογών για εναλλακτικές χρήσεις 
του ροµποτικού συστήµατος 

4,0 �  

1.9 

 

 ∆ιαθέτει Οθόνης αφής για εύκολη ρύθµιση και 
ανάκτηση δεδοµένων από τον χρήστη 

2,0 �  

 Σύστηµα επικοινωνίας µε ανθρώπους    

2 Αναπαραγωγή και Αναγνώριση λόγου και ήχων    

2.1  ∆υνατότητα αναπαραγωγής ήχου και  λόγου 1,0 �  

2.2  ∆υνατότητα αναγνώρισης προ-ρυθµισµένων 
ήχων και φράσεων 

1,0 �  

2.3  ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε εξωτερικές 
συνθήκες και φωνητικές εντολές που το σύστηµα 
αναγνωρίζει  

1,0 �  

3 
∆ιεπαφή ανθρώπου µηχανής (man machine 
interface)  

   



3.1  ∆υνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε 
άλλα ροµπότ  

1,0 �  

3.2  Οθόνη αφής για πρόσβαση σε εφαρµογές και 
δεδοµένα για προγραµµατισµό και 
παραµετροποίηση. Η οθόνη αφής θα 

• έχει ανάλυση τουλάχιστον 640x480 (VGA) 

• έχει χρωµατική ανάλυση τουλάχιστον 256 
χρωµάτων 

1,0 �  

3.3  Η οθόνης αφής θα βρίσκεται στο ύψος στήθους 
για χειρισµό από όρθιους χρήστες  

3,0 �  

3.4  Περιλαµβάνει ασύρµατο ή/και ενσύρµατο 
χειριστήριο τύπου joystick για έλεγχο κίνησης 

1,0 �  

 Σύστηµα Αυτόνοµης Κίνησης    

4 Πλοήγηση    

4.1  Σύστηµα αποφυγής πρόσκρουσης µε εµπόδια που 
βρίσκονται στην πορεία του µε ύψος µεγαλύτερο 
των 2 εκατοστών από το έδαφος 

1,0 �  

4.2  ∆υνατότητα παρακολούθησης χρωµάτων 
προκειµένου να προγραµµατιστεί για να 
ακολουθήσει προδιαγεγραµµένη πορεία 

1,0 �  

4.3  ∆υνατότητα χαρτογράφησης µε δηµιουργία 
κάτοψης του περικείµενου χώρου  

• µε οριζόντια γωνιακή εµβέλεια 180 µοιρών ως 
προς τον άξονα κίνησης του συστήµατος 

• µε µέτρηση κοντινών και µακρινών 
αποστάσεων έως και 40 µέτρα µε ακρίβεια 
εκτίµησης +/- 5%  

• διαθεσιµότητα των δεδοµένων 
χαρτογράφησης σε υπολογιστή προκειµένου 
να γίνει εντοπισµός και να σχεδιαστεί πορεία 
πλοήγησης  

3,0 �  

4.4  Συνοδευτικό λογισµικό διαχείρισης και 
προγραµµατισµού εξοπλισµού χαρτογράφησης 

3,0 �  

4.5  ∆υνατότητα διόρθωσης καθώς και αναφοράς 
σχετικού και απόλυτου σφάλµατος θέσης και 
ταχύτητας λόγω ολίσθησης, ανωµαλιών εδάφους 
κτλ. µικρότερο του 5%  

1,0 �  

4.6  ∆υνατότητα παρακολούθησης συγκεκριµένης, 
καθοριζόµενης από τον χρήστη, πορείας στο 

3,0 �  



χάρτη 

4.7  Συνοδευτικό λογισµικό επεξεργασίας της 
εσωτερικής χαρτογράφησης για περεταίρω 
ανάλυση και επιπρόσθετη σήµανση  

3,0 �  

4.8  ∆υνατότητα αποφυγής προδιαγεγραµµένων 
περιοχών στο χάρτη. 

1,0 �  

5 ∆ιαχείριση Εµποδίων    

5.1  ∆υνατότητα να περνάει επάνω από µικρά εµπόδια 
(π.χ. ηλεκτρικά καλώδια πάχους έως και 1 εκ.) 

1,0 �  

5.2  Θα έχει δυνατότητα εντοπισµού αντικειµένων και 
εµποδίων  

• σε αποστάσεις από 0,15 µ. έως  5 µ µε 
ακρίβεια +/- 10% µε αισθητήρες σόναρ  

• σε αποστάσεις 0,02 µ. έως 40 µ µε ακρίβεια 
+/- 3% µε laser  

2,0 �  

5.3  Αποφυγή αντικειµένων και ανθρώπων που 
κατευθύνονται προς το ροµπότ 

1,0 �  

6 ∆υνατότητες Κίνησης    

6.1  Θα έχει την δυνατότητα ευθύγραµµης γραµµικής 
κίνησης µε ταχύτητα τουλάχιστον έως 0,8 
µ/δευτερόλεπτο 

1,0 �  

6.2  Θα έχει την δυνατότητα περιστροφικής κίνησης 
γύρω από κάθετο άξονά που περνάει από το 
κέντρο του ή από έναν τροχό του 

1,0 �  

6.3  ∆υνατότητα κίνησης σε εσωτερικούς χώρους µε 
λεία πατώµατα ή καλυµµένους µε µοκέτα 

1,0 �  

6.4  ∆υνατότητα κίνησης σε πατώµατα µε κλίση έως 
και 5% 

2,0 �  

6.5  ∆υνατότητα µεταφοράς εξοπλισµού βάρους έως 
και 13 κιλά 

2,0 �  

6.6  ∆υνατότητα αποστολής εντολών κίνησης από 
αποµακρυσµένο σηµείο µέσω ιντερνέτ ή τοπικού 
δικτύου (ενσύρµατο ή ασύρµατο) 

2,0 �  

 Σύστηµα Ηλεκτρονικής Όρασης    

7 Βίντεο και Εικόνα    

7.1  ∆υνατότητα ασύρµατης και ενσύρµατης 1,0 �  



εκποµπής ψηφιακών εικόνων και βίντεο σε 
οθόνες παρακολούθησης ή/και κατάλληλα 
εξοπλισµένους υπολογιστές 

7.2  ∆υνατότητα προβολής δεδοµένων 
χαρτογράφησης σε οθόνες παρακολούθησης ή 
/και κατάλληλα εξοπλισµένους υπολογιστές 

1,0 �  

7.3  Έγχρωµη κάµερα µε ανάλυση τουλάχιστον (640 
x 480) και τις εξής δυνατότητες 

• ηλεκτρονικά ελεγχόµενο οπτικό zoom 
τουλάχιστο έως και x 20 

• ηλεκτρονικά ελεγχόµενο ψηφιακό zoom 
τουλάχιστο έως και x 12 

• αυτόµατη εστίαση (autofocus) 

• δυνατότητα εστίασης από 0,1 µ. έως άπειρο 

• αυτόµατη και χειροκίνητη ρύθµιση ενίσχυσης 
σήµατος 

• αυτόµατη και χειροκίνητη ρύθµιση ισορροπίας 
λευκού (white balance) 

1,0 �  

7.4  ∆υνατότητα κίνησης κάµερας pan tilt 1,0 �  

8 Στερεοσκοπική Όραση    

8.1  ∆υνατότητα στερεοσκοπικής έγχρωµης όρασης 1,0 �  

8.2  Λήψη στερεοσκοπικής εικόνας µε δειγµατοληψία 
τουλάχιστον 7 καρέ το δευτερόλεπτο 

1,0 �  

8.3  ∆υνατότητα αυτόµατης και χειροκίνητης 
ρύθµισης ενίσχυσης σήµατος video 

1,0 �  

8.4  Εύρος πεδίου εικόνας τουλάχιστο 70 µοίρες 1,0 �  

8.5  Ανάλυση εικόνας έως 1024 x 768 1,0 �  

8.6  Αυτόµατη και ελεγχόµενη από χρήστη ταχύτητα 
ηλεκτρονικού διαφράγµατος µε εύρος 1/16.000 – 
1/30 δευτερόλεπτα 

1,0 �  

8.7  ∆υνατότητα ανάκτησης και επεξεργασίας εικόνων 
και δεδοµένων απόστασης σε πραγµατικό χρόνο.  

1,0 �  

8.8  Στήριξη σε βάση µε δυνατότητα κίνησης pan tilt 
µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά κίνησης 

• Κίνηση ελεγχόµενη από τον χρήστη είτε µέσω 
προγράµµατος είτε µε joystick 

• εύρος tilt τουλάχιστο 75 µοίρες (30 µοίρες 
επάνω, 45 µοίρες κάτω) 

1,0 �  



• εύρος pan τουλάχιστο 300 µοίρες (+/- 150 
µοίρες) 

• Ανάλυση κίνησης τουλάχιστο 3 λεπτά της 
µοίρας 

• Ταχύτητα κίνησης τουλάχιστο 300 µοίρες το 
δευτερόλεπτο 

8.9  Συνοδευτικό λογισµικό µε δυνατότητες: 

• Αποκατάσταση γεωµετρίας εικόνας µε 
ακρίβεια τουλάχιστον 0,5 pixels 

• Εργαλεία προγραµµατισµού σε C/C++ που 
παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και 
ελέγχου της κάµερας καθώς και προσαρµογής 
σε άλλα συστήµατα 

• Παρέχει µετρήσεις απόστασης συσχετίζοντας 
κάθε pixel της εικόνας µε µέτρηση απόστασης 

• Παρέχει βιβλιοθήκες µε βελτιστοποιηµένες 
συναρτήσεις επεξεργασίας σε κοινή µορφή dll 

3,0 �  

 Ανεύρεση και Μετακίνηση Αντικειµένων    

9 Εντοπισµός Αντικειµένων    

9.1  ∆υνατότητα ανεύρεσης αντικειµένων σε τραπέζια 1,0 �  

9.2  ∆υνατότητα αναγνώρισης αντικειµένων 
προκαθορισµένου σχήµατος ή/και χρώµατος στον 
εσωτερικό χάρτη  

1,0 �  

9.3  Σύστηµα επισκόπησης του χώρου κάτω από τα 
τραπέζια µε αποστασιόµετρα υπερύθρων ή 
ανάλογο σύστηµα, προκειµένου να γίνει η 
προσεγγιστική κίνηση για την αρπαγή ή 
τοποθέτηση αντικειµένου στο τραπέζι 

1,0 �  

10 Αρπαγή και Μετακίνηση Αντικειµένων    

10.1  ∆υνατότητα προσέγγισης τραπεζιών χωρίς επαφή 
για αρπαγή αντικειµένου 

2,0 �  

10.2  ∆υνατότητα αρπαγής και εναπόθεσης 
αντικειµένων επάνω σε τραπέζια µε χρήση 
οριζόντιας αρπάγης ικανής να χειρίζεται 
αντικείµενα 
• πλάτους έως και 12 εκατοστά 

• βάρους έως και 1 κιλό 

2,0 �  



 Σύστηµα Επικοινωνίας    

11 Βίντεο και Εικόνα    

11.1  ∆υνατότητα εκποµπής ψηφιακών εικόνων σε 
οθόνες παρακολούθησης 

1,0 �  

11.2  ∆υνατότητα λήψης και καταγραφής ψηφιακών 
εικόνων και ψηφιακού βίντεο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του συστήµατος, µέσω ασύρµατου 
δικτύου ή Internet 

1,0 �  

11.3  ∆υνατότητα επικοινωνίας µε το ροµπότ µε µία 
ή/και πολλαπλές ενσύρµατες σειριακές θύρες 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (RS232) 

1,0 �  

11.4  ∆υνατότητα επικοινωνίας µε το ροµπότ µε µία 
ασύρµατη σειριακή θύρα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (RS232) 

1,0 �  

11.5  ∆υνατότητα επικοινωνίας µέσω τοπικού δικτύου 
(Ethernet) 

1,0 �  

11.6  ∆υνατότητα επικοινωνίας µε ασύρµατο δίκτυο 
(WiFi) 

1,0 �  

11.7  ∆υνατότητα προσαρµογής ηλεκτρονικών ειδικής 
κατασκευής µέσω ενσωµατωµένων ψηφιακών και 
αναλογικών εισόδων και εξόδων (τουλάχιστον 
12) 

1,0 �  

11.8  ∆υνατότητα άµεσης απενεργοποίησης των 
κινητήρων κίνησης µε πάτηµα ενός κουµπιού 

2,0 �  

 Σύστηµα Τροφοδοσίας    

12 Αυτονοµία Τροφοδότησης    

12.1  Αυτόνοµη λειτουργία χωρίς επαναφόρτιση για 
έως 10 ώρες 

1,0 �  

12.2  Λειτουργία από κοινές µπαταρίες µολύβδου 
κλειστού τύπου  

1,0 �  

13 Επαναφορτισµός    

13.1  Πλήρης τακτική επαναφόρτιση του ροµπότ σε 
λιγότερο από 14 ώρες 

0,5 �  

13.2  Πλήρης ταχεία επαναφόρτιση του ροµπότ σε 
λιγότερο από 3 ώρες 

0,5 �  



13.3  ∆υνατότητα αυτόµατης ένωσης µε σταθµό 
επαναφόρτισης 

0,5 �  

13.4  ∆υνατότητα προγραµµατισµού για αυτόµατη 
αναζήτηση σταθµού επαναφόρτισης και ένωση µε 
αυτόν για επαναφόρτιση χωρίς την παρέµβαση 
χρήστη 

0,5 �  

14 Φορητός Υπολογιστής     

14.1  Φορητός Υπολογιστής Υψηλών Επιδόσεων και 
Χαµηλού βάρους για ασύρµατο έλεγχο και 
επικοινωνία µε το ροµπότ  µε τις παρακάτω 
ενδεικτικές, ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Επεξεργαστής Intel® Core™2 Duo P8600, 
µε υποστήριξη τεχνολογίας Enhanced Intel 
SpeedStep® και ταχύτητα 
µικροεπεξεργαστή (GHz) 2,4 GHz, µνήµη 
L2 Cache 3072ΚΒ ή καλύτερος 

• Μνήµη: 4GB, ταχύτητας 1066MHz σε 2 
DDR2 SDRAM των 2GB ή καλύτερη 

• Μονάδα σκληρού δίσκου: Χωρητικότητα 
σκληρού δίσκου 320GB, SATA, ταχύτητας 
5400 rpm, ή καλύτερος.  

• Μονάδα οπτικού δίσκου µε χαρακτηριστικά 
Εγγραφής CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R 
DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL 
x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 
και ανάγνωσης CD-ROM x24, CD-R x24, 
CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R 
x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R 
x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 ή 
καλύτερος.  

• Οθόνη τύπου LCD µεγέθους έως 14’’, 
ανάλυσης 1600 x 900 (WXGA++) ή 
καλύτερη.  

• Τοποθέτηση µονάδας οπτικού δίσκου: 
Ενσωµατωµένο 

• Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA® 
GeForce® 9300M GS µε συνολική 
διαθέσιµη µνήµη γραφικών 1000 ΜΒ και 
µνήµη βίντεο αποκλειστικής χρήσης 256MB 
ή καλύτερη.  

• ∆ιασυνδέσεις:  

o 4 ακίδων i.LINK™ (IEEE1394), 400 
Mbps - 1 

4,0 �  



o Υποδοχή διασύνδεσης σταθµού 
σύνδεσης 1 

o Είσοδος DC 1 

o Υποδοχή Memory Stick™ 1 

o Τύπος υποδοχής Memory Stick™ 
 Memory Stick™ Std / Duo, Memory 
Stick™ PRO Std / Duo, υψηλή 
ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων 

o Υποδοχή κάρτας SD 1 

o Υποδοχή µικροφώνου 1 

o Θύρα άµεσης σύνδεσης RJ-11 
(µόντεµ) 1 

o Θύρα άµεσης σύνδεσης RJ-45 
(δίκτυο) 1 

o Ταχύτητα USB 
 Υψηλό/πλήρες/χαµηλό 

o Θύρα USB (αριθµός) 2 

o Έκδοση USB 2.0 

o Τύπος υποδοχής USB A 

o Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη 1 

o Έξοδος τηλεόρασης  1 

o Τύπος εξόδου τηλεόρασης HDMI 
(speed mode) 

o Έξοδος ήχου 1 

o Τύπος/τύποι εξόδου ήχου 
Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος για 
ακουστικά 

o Υποδοχή κάρτας Express 1 

o Τύπος υποδοχής κάρτας Express 
Slot 34 mm 

• ∆υνατότητα σύνδεσης:  

o Ενσωµατωµένο µόντεµ V.92/V.90 

o Ενσωµατωµένο ασύρµατο δίκτυο 
LAN   

o Μέγ. ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων 
ασύρµατου δικτύου LAN (Mbps) 300 

o Εµβέλεια ασύρµατου δικτύου LAN 
(m) µέγ. 100 

o Τύπος ασύρµατου LAN 
 802.11a/b/g/Draft n 

o Ενσωµατωµένο Bluetooth™ 



(Έκδοση) 2.0 + EDR 

o Εµβέλεια Bluetooth™ (m) 10 

o ∆ίκτυο Ethernet 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T 

• Πολυµέσα:  

o Συµβατό µε Intel® High Definition 
Audio    

o Τρισδιάστατος περιβάλλων ήχος   

o Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία 
 Συµβατό µε το σύστηµα ήχου των 
Windows®   

o Ρεαλιστικός ήχος   

• Ενσωµατωµένη ψηφιακή φωτογραφική 
µηχανή µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή 
καλύτερα:  

o Καρέ ανά δευτερόλεπτο 30 

o Αισθητήρας εικόνας (εκατοµµύρια 
pixel) 1,0 

o Λειτουργία κινούµενων εικόνων  ΝΑΙ 

o Μέγ. ανάλυση κινούµενων εικόνων 
(pixel) 640x480 (VGA) 

• Ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά ή καλύτερα:  

o Ειδικά κουµπιά τουλάχιστον: Κουµπί 
λειτουργίας, διακόπτης ασύρµατου 
δικτύου 

• Λογισµικό:  

o Ήχος  Windows Media Player 11 

o Βίντεο και τηλεόραση WinDVD 8.0 ή 
καλύτερο 

o Εγγραφή CD-DVD  Easy Media 
Creator 9 ή καλύτερο 

o Εφαρµογές γραφείου: Adobe® 
Reader® 8,1, Adobe Standard 8, 
Microsoft® Office 2007  

o Suite QL 5 

• Παρεχόµενα Αξεσουάρ:  

o Τροφοδοτικό    

o Μπαταρία   

o Καλώδιο ρεύµατος   

• Βάρος: µέγιστο µε µπαταρία, 1.6 κιλά 



• Μπαταρία: τύπου ιόντων λιθίου υψηλής 
διάρκειας 

15 Ενσωµατωµένο Υπολογιστικό σύστηµα     

  Ενσωµατωµένο στο ροµπότ υπολογιστή µε τα 
παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:  

• 1.6 GHz PC µε PC104+ bus, 512 MΒ RAM, 
2.5" 60 GB σκληρό δίσκο, control panels, 
plugs, cables, safeshutdown & powering 

4,0 �  

16 Πρόσθετο λογισµικό     

  Τελευταία έκδοση (πλέον πρόσφατη) 
PhotoModeler Scanner της EosSystems Inc, ή 
ισοδύναµο ή καλύτερο 

4,0 �  

 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

 

¾ Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως 
συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα 
στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. 
Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. 

¾ Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι 
τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο 
λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και 
των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. 

¾ Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας. 

¾ Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το 
σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του 
συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος – προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους 
ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία 
αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (troubleshooting) του 
συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο-
Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.  

¾ Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό 
µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

¾ Επιπροσθέτως των γενικών όρων εκπαίδευσης που πρέπει να ικανοποιούνται (βλέπε 
ανωτέρω «Β’ Μέρος: Τεχνική Περιγραφή – Εκπαίδευση, της παρούσας 
Προκήρυξης), η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκπαίδευση δύο χρηστών 
στην έδρα του κατασκευαστή (µητρική εταιρία) του προσφερόµενου συστήµατος, 



για µια (1) εβδοµάδα. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
προµηθευτή και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά 

¾ Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται 
συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός 
(παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. 

¾ Στην τεχνική προσφορά να φαίνεται ευκρινώς και άνευ αµφιβολίας τι είναι 
συµπαραδιδόµενο στο σύστηµα και συµπεριλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή 
της οικονοµικής προσφοράς. Να φαίνονται επίσης µε σαφήνεια τα προς επιλογή 
εξαρτήµατα, τα οποία προσφέρονται ξεχωριστά. 

 

 
 

 

 
 


